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4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки



Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Метрологічне забезпечення нановимірювань

Назва роботи (англ)

Metrological support of nanosurveys

Реферат (укр)

 Об’єктом дослідження є засоби вимірювання механічних величин, побудовані за принципами скануючої зондової 
мікроскопії для вивчення особливостей рельєфу поверхні об’єктів у нанометровому діапазоні та програмно-апаратні 
засоби розпізнавання, обробки та візуалізації вимірювальної інформації. Метою проекту є розробка та впровадження 
методів, засобів та систем вимірювання механічних нановеличин з урахуванням впливу зовнішніх дестабілізуючих 
факторів, визначенням складових похибок вимірювання, їх автокомпенсації з використанням прецизійних засобів 
вимірювальної техніки, побудова інтелектуального вимірювального комплексу, що забезпечить підвищення 
метрологічних характеристик нановимірювань. Методи дослідження. При розв’язанні поставленої задачі використані 
методи, що основані на теорії вимірювальних систем та скануючої зондової мікроскопії, методах імітаційного 
моделювання та програмно-математичного забезпечення. Результатом роботи є створення метрологічного забезпечення 
нановимірювань, що включає в себе розробку стандартів підприємства по оптимальному вибору засобів вимірювання 
геометричних параметрів об’єктів у нанометровому діапазоні, розробка методик їх вимірювання, розробка нових та 
вдосконалення існуючих засобів і способів нановимірювань з підвищеною точністю, швидкодією та з компенсацією 
впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів, розробка нових методів вимірювання геометричних параметрів нано-об’єктів 
із складною просторовою поверхнею, які базуються на координатно-нульовому принципі реалізації процесу вимірювання 
та на поелементному обході траєкторії деталі з побудовою тривимірного зображення з мінімальною похибкою 
вимірювання в умовах дії дестабілізуючих факторів.

Реферат (англ)

The object of the research is the means of measuring mechanical quantities, built according to the principles of scanning probe 
microscopy for studying the peculiarities of the relief of the surface of objects in the nanometer range, and software and 
hardware means of recognition, processing and visualization of measurement information. The goal of the project is the 
development and implementation of methods, means and systems for measuring mechanical nanoquantities, taking into account 
the influence of external destabilizing factors, determining the components of measurement errors, their autocompensation 
using precision measuring equipment, building an intelligent measuring complex that will ensure the improvement of 
metrological characteristics of nanomeasurements. Research methods. Methods based on the theory of measuring systems and 
scanning probe microscopy, methods of simulation modeling and software-mathematical support were used to solve the given 
problem. The result of the work is the creation of metrological support for nano-measurements, which includes the 
development of enterprise standards for the optimal selection of means of measuring the geometric parameters of objects in the 
nanometer range, the development of methods of their measurement, the development of new and improvement of existing 
means and methods of nano-measurements with increased accuracy, speed and compensation of the influence of external 
destabilizing factors, the development of new methods of measuring the geometric parameters of nano-objects with a complex 
spatial surface, which are based on the coordinate-zero principle of the implementation of the measurement process and on 
element-by-element bypass of the trajectory of the part with the construction of a three-dimensional image with minimal 
measurement error under the conditions of action of destabilizing factors.

Індекс УДК: 53.082, 531

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.03.47.05

6. Науково-технічна продукція (НТП)



НТП 1

Назва продукції (укр): Методологія побудови інтелектуального вимірювального комплексу з можливістю комп’ютерного 
програмування процесів нановимірюваннь в реальному часі та моделювання результатів вимірювання у графічному 
зображенні із застосуванням структурно-алгоритмічних методів обробки вимірювальних сигналів підвищенної точності.

Назва продукції (англ): Methodology for building an intelligent measuring complex with the possibility of computer 
programming of nano-measurement processes in real time and modeling of measurement results in a graphic image using 
structural-algorithmic methods of processing measurement signals of increased accuracy.

Очікувані результати: Методичні документи

Галузь застосування: метрологія

Опис продукції (укр): Запропоновано нові підходи та принципи для вирішення задачі вимірювань різних типів 
нанорельєфу із забезпеченням високих метрологічних характеристик шляхом розробки нових методів нановимірювання 
в реальному часі, а саме: координатно-крокового методу, який базується на принципі сумісного вимірювання та обходу 
поверхні нано-об’єкту по еквідистатній кривій та комбінованого диференціального методу, який побудований на теорії 
статистичних рішень, що надають можливість визначати його геометричні параметри та вдосконалення підходу до 
підвищення точності приладів для вимірювання механічних величин з розширенням динамічного діапазону та 
зменшенням похибок. Розроблено та впроваджено нові методи побудови інтелектуального вимірювального комплексу з 
частковою або повною автоматизацією процесу вимірювання нано-об’єкту з використанням структурно-алгоритмічних 
методів обробки вимірювальних сигналів, які дозволяють проводити теоретичні дослідження залежності точності 
вимірювання від впливу дестабілізуючих факторів і здійснювати оцінку похибки вимірювань. Проведено математичного 
обґрунтування необхідної кількості точок вимірювання і об’ємів процедури випробувань і повірки засобів 
нановимірювання, орієнтованих на підвищення їх рівня якості та зменшення похибки та розроблено імовірнісної 
математичної моделі складної просторової поверхні при вимірюванні геометричних параметрів нано-об’єкту.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення автоматизації виробничих процесів, Удосконалення 
метрологічного забезпечення.

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 09.201906.2022

Виробник продукції: НАУ

Споживачі продукції: 

Перспективні ринки: 

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 64

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Заборонено

Умови передачі іншим країнам: Заборонено

Кількість файлів у звіті: 1
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